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VDM Verlag Feb 2009, 2009. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 220x150x7 mm. Neuware - 1999 fand anlässlich
des 70. Geburtstages von JürgenHabermas ein Symposion an der Johann WolfgangGoethe-Universität statt, in
dem speziell die Aspekteseines Werkes diskutiert wurden, die das Verhältnisvon Rechtfertigung und Wahrheit
bzw. RichtigkeitbetreHen. Diese Beiträge wurden in dem Band 'DieÖHentlichkeit der VernunK und die VernunK
derÖHentlichkeit' publiziert. Darin findet sich aucheine kritische Auseinandersetzung des
amerikanischenPhilosophen Hilary W. Putnam mit der Moraltheorie vonJürgen Habermas. Putnam kritisiert die
dichotomeTrennung von Werten und Normen in der Diskursethik,aus der letztlich das Problem entstehe, dass
entwederdie in der Diskursethik generierten Normen keinenuniversellen Status erlangen könnten oder
dieTrennung zwischen Wert und Norm selbst unhaltbar sei.Aus dieser Kritik entwickelt sich in der Folgezeiteine
Debatte um die Frage nach dem Verhältniszwischen Norm und Wert.Die vorliegende Arbeit führt in
diemoralphilosophischen Grundpositionen von Habermas undPutnam ein, stellt die spezifische Problematik
derDebatte dar und erörtert und einige Lösungsperspektiven. Power supply quiescent current (IDDQ) testing has
been very eHective in detecting physical defects such as open, short and bridging defects in VLSI circuits
designed in CMOS processes. However, in sub-micron VLSI circuits, IDDQ current is masked by the increased
subthreshold (leakage) current of MOSFETs aHecting the eHiciency of IDDQ testing. In this work, an attempt has
been made to perform robust IDDQ testing in presence of increased leakage current by suitably modifying
some of the test methods normally used in industry. In this book we have re-examined both IDDQ and Delta
IDDQ methods of testing CMOS VLSI circuits and added features to minimize the influence of leakage current.
We have designed built-in current sensors (BICS) for on-chip testing of analog and mixed-signal integrated
circuits. We have also combined quiescent current testing with oscillation and transient current techniques to
map large number of manufacturing defects on a chip. 116 pp. Deutsch.
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Cengage Learning, 2012. Book Condition: New. Brand New, Unread Copy in Perfect Condition.
A+ Customer Service! Summary: You can now maximize and integrate the design and
development power of Adobe Creative Suite 6 with WEB...
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Oxford University Press, United Kingdom, 2016. Paperback. Book Condition: New. Tim
Archbold (illustrator). 211 x 101 mm. Language: N/A. Brand New Book. These engaging
Storybooks provide structured practice for children learning to read the Read...
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Barron's Educational Series Inc.,U.S. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, I Have
Asthma, Jennifer Moore-Mallinos, As preschool and junior children read these illustrated
stories, or have them read to them, they will be encouraged to...
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Addison-Wesley Professional. SoKcover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut
Unbenutzt. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei
Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Is your computer safe
Could an intruder sneak in and steal...
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M o stM o st
Sourcebooks, Inc. Paperback / soKback. Book Condition: new. BRAND NEW, You Shouldn't
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